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Predlozena dizertatni prace je zaméfena na strukturni a substrukturni charakterizaci
materiald, specidlné¢ zrn ¢i €astic materialii s charakteristickym méfitkem v submikronové
oblasti, pomoci analyzy rentgenovych difrakénich profilti. Zvolené téma je vysoce aktualni,
jak vzhledem ke studovanym nanostrukturdm a materidlim s ultrajemnym zrnem, tak i
vlastni experimentalni metod€. Analyza difrakénich profilt patii k dynamicky se rozvijejicim
metoddm zejména v souvislosti srychlym rozvojem instrumentace na zdrojich
synchrotronového zéfeni a neutront.

Autor se ve své praci detailn¢ vénuje modelovani difrakénich profili pomoci parametra
spojenych s redlnymi mikrostrukturnimi parametry, pficemz tyto strukturni parametry modelu
numericky rafinuje zcelého rentgenového difrakénitho zdznamu. Tento pfistup patii
v soucasnosti k hlavnimu trendu v oblasti profilové analyzy. Pfedmétem experimentalniho
studia byly tfi riizné systémy, koloidni nanocastice zlata, vzorky médi s ultrajemnym zrnem
pripravené silnou plastickou deformaci a nanoc¢astice oxidu titanicitého. Z hlediska ovéieni
modelovani profili a celého difrakéniho spektra je vybér zkoumanych systémili proveden
velice zdatile, ¢astice oxidu titani¢itého vykazuji prakticky Cisty prispévek velikosti ¢astic
k rozsiteni profilu, podobné¢ médéné vzorky vykazuji témét vylucné rozsiteni profilti vlivem
poruch miize. Castice zlata pak piekvapivé vykazuji oba vyse uvedené efekty a vysledky
demonstruji jejich spolehlivé rozliseni.

Po formalni strance je prace rozdélena do Ctyf kapitol. Po uvodni kapitole nasleduje velice
podrobny piehled teoretickych popist rozsiteni difrakénich profild, ktery je dle mého nazoru

velmi zdatily a mohl by byt pouzit jako zdklad ucebniho textu pro studenty. Tteti a Ctvrta



kapitola je vénovana vlastnim experimentalnim vysledkiim, patou kapitolu tvofi zavér. Autor

s pon¢kud zbytecnou skromnosti dale v apendixu piedklada popis svého vlastniho programu

MStruct, ktery povazuji za velmi vyznamnou soucast dizertatni prace a dokonce za jeden

z jejich hlavnich vysledk.

ruznych metod profilové analyzy, interpretace ziskanych mikrostrukturnich parametrti a jejich

konfrontace s vystupy dopliikovych experimentalnich metod jako SEM, TEM a EBSD.

V ptipad¢ studie koloidnich nanocastic zlata je pozoruhodnym vysledkem nutnost zapocteni

prispévku mechanismu vrstevnych chyb k popisu rozsiteni difrak¢nich linii. Studie vzorka

meédi s ultrajemnym zrnem pfipravenych silnou plastickou deformaci patii ke ukazkové
aplikaci dislokacniho modelu rozsifeni linii a v tomto ptfipadé metoda modelovéani celého
spektra vykazuje dle mého nazoru pozoruhodné dobry souhlas. V piipad¢ kapitoly vénované
studiu ¢astic oxidu titani¢it¢ho autor ptichazi s nekonvencnim ptistupem k popisu piispévku
velikosti ¢astic k rozsifeni profilu ve formé histogramové distribuce velikosti castic.

V ptipadé monodisperznich systému castic autor uvadi velmi dobry souhlas s klasickym log-

normalnim rozdélenim velikosti, pfednost této metody je ale patrna na studiu smési ¢astic o

dvou rtiznych sttednich velikostech castic.

Prosim autora o diskusi k témto n¢kolika bodim:

1. Korelaci hustoty dislokaci a velikosti mfizového parametru uvedenou v obrazku 3.9.
povazuji spiSe za ndhodnou, nicméné tento obrazek mé navadi k myslence, zda se v tomto
pfipadé nepodili na rozsifeni profilu jesté dalSi mechanismus — napt. gradient napéti
v Castici nebo piipadné néjaka distribuce mfizového parametru v souvislosti s riistem
Castice v roztoku. RozSifeni interpretované v praci jako hustota dislokaci je totiz
korelovano nejenom s miiZovym parametrem, ale i s velikosti Castice. Napf. gradient
napéti rostouci s polomérem c¢astice by tuto korelaci mohl jednoduse vysvétlit, i kdyz
celkovy efekt Aa/a cca 6x10™ je pomerné velky.

2. V ptipadé, Zze modelovy fit celého spektra nepopiSe zcela presné prubéh pozadi mezi
profily (napf. obr. 3.6), nejsou takto vyrazné ovlivnény fitované parametry profild? Jinymi
slovy, nezplisobi nepiesnost fitu pozadi, které neni pro stanoveni mikrostrukturnich
parametri dilezité, neptfesnost dulezitych parametrti fitu? Nebylo by vhodné pro tento
ptipad zavést do programu néstroj masky (excluded region)? Mam na mysli spiSe obecné
hledisko, v uvedeném piipad¢ obr. 3.6 by zfejmé ani fit s maskou nepomohl, protoze piky

jsou pomérné¢ blizko vedle sebe.



3. Diskusi k obrazku 3.21 nepovazuji za pfili§ presvédcivou. Dle mého nazoru je zminény
efekt zplisoben elastickymi mezizrnnymi deformacemi (intergranular strains) v dusledku
elastické anizotropie miize. Tento efekt je typicky bulkovy a je mozné ho piipadné
simulovat pomoci nékterého z mikromechanickych modelti. Za zajimavy efekt povazuji to,
ze pii velkém mnozstvi prachodii se tyto mezizrnné deformace castecné homogenizuji
(Cu-8). To by mohlo souviset s aktivaci deforma¢niho mechanismu pomoci skluzu po
hranicich zrn, ktery je pro nanomaterialy pomérné typicky. V piipad¢ rentgenové difrakce
je ovSem ziskand informace povrchova, stav napé€ti zrn na povrchu je ziejmé vyrazné jiny
nez vbulku a tudiz i podrobnéjsi interpretace je vyrazné ztizend. Predpokladam, Ze
podobny efekt nebyl pozorovan v ostatnich pfipadech studovanych castic zlata a oxidu
titaniCitého, protoze napéti tohoto typu by mélo byt vtakto malych objektech
odrelaxovano.

Disertacni prace je sepsana zpusobem, ktery dokldda velky nadhled autora na danou

problematiku, ¢tenéf ji konzumuje velice dobfe. Kromé vySe uvedenych ndméti k diskusi

jsem v praci nenalezl vyraznéjsi nedostatky a pochybeni. Pfi souhrnném posuzovani prace
mohu konstatovat, Ze autor dosdhl vyznamného pokroku v analyze difrakénich profild,
zejména tim, ze fadu existujicich teoretickych ptistupt materializoval ve vlastnim programu

MStruct, ktery dokaZze modelovat cely difrakéni zdznam. Metodologickd spolehlivost

procedury byla dle mého nazoru velice pfesvédCivé prokdzana na tiech raznych

experimentalnich studiich. Zavérem konstatuji, Ze piedlozena dizertacni prace jednoznacné
osvédcuje rozsahlé teoretické znalosti a experimentdlni dovednosti autora a jeho schopnost
samostatné védecké prace. Uroven posuzované prace mne opraviiuje k doporuéeni piijmout

dizertacni praci k obhajobgé.
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